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Przedmiotem wynalazku jest wielozakresowy
przymiar do odczytywania wskazaf naprezen, sil
lub przemieszczen zarejestrowanych na tasmach
aparatéw samopiszacych, a szczegélnie na taSmach
aparatéw Kelvina.

Dotychczasowe metody odczytywania tasm pole-
gaja na poréwnaniu warto$ci przyjetej (zatozonej
cechy) zazwyczaj przed pomiarem, z wielkoScig
wychylenia pisaka zarejestrowana na tasmie apa-
ratu po wykonaniu pomiaru.

Z odczytanych danych nalezy ulozyé proporcje
miedzy wychyleniem pisaka przy znanej wartosci,
przy cechowaniu i miedzy wychyleniem pisaka
podczas pomiaréw a nieznang warto§cia odpowia-
dajaca temu odczytowi w celu jej obliczenia.

Taki spos6b przygotowywania odczytywania
i obliczania wynikéw jest klopotliwy, pracochlon-
ny i moze przyczyni¢ sie do otrzymywania bled-
nych wynikoéw. .

Przymiar wedlug wynalazku- usuwa wyzej wy-
mienione trudno$ci a jego istota polega na sporza-
dzeniu skali w oparciu o wykorzystanie wiasnoSci
funkeji rzutowej przy wyprowadzeniu wszystkich
linii z jednego punktu oraz wykonanie ich na
twardej przezroczystej plytce z dostosowaniem do
danych typowych zakresé6w pomiariowych.

Przedmiot wynalazku pokazany jest przyklado-
wo na rysunku na ktérym fig. 1 przedstawia przy-
miar z zaznaczong cechg (linia przerywana), fig. 2
— wykres pomiaru na tasmie, fig. 3 — dob6r miej-
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sca odczytu na skali pomiaru, a fig. 4 przedstawia
przymiar natozony na wykres pomiaru na tasmie.

Przykladowo wykonany przymiar (fig. 1), posia-
da dowolng ilo§é prostopadilych a, b, ¢ i d popro-
wadzonych do linii zerowej 3 oraz szereg ciaglych
prostych 1 wychodzacych z jednego punktu umiesz-
czonego na linii zerowej 3, a przecinajgcych pro-
stopadle a, b, ¢ i d.

Powstala w ten spos6b siatke cechuje to, ze od-
legtoSci na poszczegbélnych prostych a, b, ¢ i d s3
miedzy soba réwre. Z szeregu ciaglych linii pros-
tych 1 zostaje wybrana jedna prosta nazwana ce-
cha i oznaczona linia przerywang 2. Jeden przy-
miar moze posiadaé, wykonanych w ten sposéb,
szereg réznych siatek ze skalami zar6wno nad li-
nig zerowa 3 do odezytywania wynikéw dodatnich
i pod linig zerowa 3 do odczytywania wynikéw
ujemnych. :

Postugiwanie sie przymiarem polega na tym, ze
na wykonanym wykresie z cechg wzorcowg 4
i z szukanym wynikiem 5 ktére sa naniesione na
tasmie (fig. 2), naklada sie przymiar, jak jest po-
kazane na rysunku fig. 3, w ten sposéb, ze linie
zerowe 3 przymiaru i wykresu pokrywajg sie z so-
ba, a dobrana cecha z przymiaru oznaczons linig
przerywang 2 przechodzi na przyklad przez lewy
gorny r6g wykonanej cechy wzorcowej 4 z jedno-
czesnym nalozeniem sie z jedna z prostopadiych
(przykladowo pokazano prostopadilg b).

Nastepnie po tych ustaleniach przesuwa si¢ przy-
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miar do pozycji pokazanej na fig. 4 z zachowaniem tym, Ze posiada dowolng ilo§¢ prostopadlych
natozenia sie wspomnianych lini zerowych 3, tak (a, b, ¢ i d) do linii zérowej (3) oraz szereg cigg-
aby najwyzszy punkt szukanej wartosci 5 byl tych prostych (1) wyéhxodzacych z jednego pun-
umieszczony na tej prostopadlej b, na ktérej od- ktu na linii zerowej (3) i przecinajgcych te pro-
czytuje sie¢ szukany wynik w zalezno$ci od uprzed- j stopadle tworzac siatke w ten sposob, ze otrzy-
nio przyjetych jednostek na wzorcowej cesze. mane odcinki (skale) na poszczegblnych pros-
tych prostopadlych sg sobie réwne. -
Zastrzezenia patentowe 2. Wielozakresowy przymiar wedlug zastrz. 1, zna-
mienny tym Ze moze zawieraé szereg wykona-
1. Wielozakresowy przymiar do odczytywania war- 1o nych siatek z réznymi skalami przy czym skale
tosci na taSmach pomiarowych, odpowiednich te mogg by¢é wykonane po obu stronach linii
naprezen, sit lub przemieszczen, znamienny zerowe]j (3).
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Fig. 2
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